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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１６５９２：２００６《微束分析———电子探针显微分析———校正曲线法测定

钢中碳含量》（英文版）。

本标准对ＩＳＯ１６５９２：２００６作了如下编辑性修改：

———附录Ｂ中犆Ｓ＝０．４４改为犆Ｓ＝０．４４４，小数点后多保留一位，以与狌（犆Ｓ）保留位数一致。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５２４７—１９９４《碳钢和低合金钢中碳的电子探针定量分析方法　灵敏度曲线法

（检量线法）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５２４７—１９９４的主要区别为：

———标准更名为《微束分析　电子探针显微分析　测定钢中碳含量的校正曲线法》；

———在第１章中更清楚地规定了本标准的适用范围；

———为了阐述分析原理，在３．４中增加了“电子束能量与碳Ｋα峰强度的关系”和“碳Ｋα峰的组成”

两张图表；

———增加了“附录Ａ　校正曲线法中计算值不确定度的评估方法”和“附录Ｂ　钢中碳的质量分数

测定和不确定度评估举例”。附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录；

———增加了“３　检测不确定度评估”的内容，删除了原标准第１０章“分析准确度”的内容。

本标准附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：钢铁研究总院。

本标准主要起草人：朱衍勇、钟振前、毛允静。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５２４７—１９９４。
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微束分析　电子探针显微分析

测定钢中碳含量的校正曲线法

１　范围

本标准规定了用电子探针测定碳钢和低合金钢（其他合金元素质量分数小于２％）中碳含量的校正

曲线法。本标准包含试样制备、Ｘ射线检测、校正曲线建立以及碳含量检测不确定度的评估。本标准

适用于测定碳的质量分数小于１％的钢中碳含量，当含碳量高于１％时检测准确度会受到很大的影响，

不适用于本标准。

本标准适用于垂直入射方式和波谱仪，不适用能谱仪。

２　分析方法

２．１　概述

用校正曲线法测定钢中碳含量，首先要准备合适的参考物质。准确的分析检测尤其要注意防止试

样表面碳污染，避免因污染影响碳含量的检测结果。

试样和参考物质中碳的Ｋα线强度的检测需要在相同的实验条件和步骤下进行，即试样制备、加速

电压、束流、束斑尺寸、点分析计数模式、线分析时的步长以及背底扣除的方法等都要求一致。

２．２　参考物质

建立检测碳含量的校正曲线，需要一个或一套合适的参考物质。例如以下参考物质：

———从奥氏体区温度淬火得到的ＦｅＣ固溶体。系列参考物质应包括不同的碳含量范围，且每种参

考物质要求成分均匀；

———ＦｅＣ化合物Ｆｅ３Ｃ
［１］。

参考物质与被测试样的碳Ｋα峰形不同时会降低定量分析的准确度，因此不能采用。

２．３　试样制备

２．３．１　简述

制备试样时，在试样表面形成的碳及其化合物污染会很大程度地影响碳含量分析的准确度。因此

制样时需要特别注意防止这类污染的发生。参考物质和待测试样的制备过程（镶嵌、研磨和抛光）要保

持一致。

２．３．２　镶嵌

通常情况下试样不需镶嵌，但在分析小的或不规则形状的试样时，需要进行镶嵌。必须认识到镶嵌

材料也会成为碳污染的来源。常用的镶嵌材料很多，如酚醛塑料，掺有铜、铝、甚至石墨的树脂等，选用

镶嵌材料时要事先对其进行评估，避免对试样带来污染。

分析经镶嵌的试样时，应尽量选择靠近试样中心的区域进行检测，以避免边缘部位由镶嵌材料污染

造成的影响。

２．３．３　抛光和清洗

制备好的试样表面应该平整、清洁和干燥。要求按照规范的金相制样方法制备试样，如采用ＳｉＣ砂

纸研磨、选用粒度适宜的抛光膏抛光等。最后的抛光所用的抛光剂要求用不含碳的材料，比如氧化铝粉

等。抛光后，要用超声波清洗，以彻底去除制样过程中可能在试样表面残留的污染物。

２．４　碳犓α线强度检测

２．４．１　电子束能量和束流

由于碳的特征Ｘ射线产额低，且几乎所有基体材料对碳Ｋα 线都有强烈吸收，因此碳的Ｘ射线出
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